Miks akud suttivad?
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Alates 2002. aastast on olnud juba Ule 40 toodete tagasikutsumise, mille
pOhjuseks Ulekuumenevad, sittivad voi plahvatavad Li-ion tltpi akud. Miks siis
ikkagi igapaevaelus kodigis seadmetes meid Umbritsevad energiaallikad kipuvad
monikord plahvatama?

Uks p&hjustest on lUhis aku sees. Li-ion ehk liitium-ioon ttlpi aku torkimine voi
tagumine viib sisemise lUhiseni, mis kaivitab ahelreaktsiooni: kiiresti hakkab aku
ule kuumenema ja kui protsess on vaga tormiline, jargneb plahvatus.

Teiseks pohjuseks on aku Ulekuumenemine. Moodsates nutiseadmetes on aku
Ulekuumenemise vastu ette voetud mitmeid vastuabindusid nii aku sees kui akut
laadivates Uhendustes. Kuid teatud halbade tingimuste kokkulangemisel (kuum
ilm, palju mobiilimange, umbne ja soojust mitte juhtiv mobiililmbris) voib aku
siiski kriitilise piirini kuumeneda. Tavaliselt lUlitab telefon vdi arvuti end siis valja,
aga voOib juhtuda, et see vastuabindu ei kaivitu vigase kontrolleri téttu. Siis voib
arvutiga juhtuda see, mis juhtus allolevas videos.
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Liitium on kodige kergem metall, kuid ka Usna kergestisuttiv. Liitiumi
sulamistemperatuur on juba 180 kraadi juures. Mobiiliakudes, kus puttakse
saavutada voimalikult vaikesed mdéotmed, on nii elektroodide vahe kui aku korpus
tehtud vaga 6hukesed, mis tahendab, et akud on tundlikud nii vigastustele kui
kuumenemisele. Vigastuste vastu aitab aku sulgemine korpusse nii, et kasutajad
sellele ligi ei saaks ja ulekuumenemise vastu aitavad elektroonilised lahendused.

Kui aga ulidhukese aku sisemuses voib olla tehniline tdérge, mis voib viia
kuumenemise voi lUhiseni, kutsub tootja oma tooted tagasi vahimagi kahtluse
puhul ja vahetab ringi teise tootja akude voi teise partii akudega seadmete vastu.

Tana teatas Samsung, et kutsub 35 akusuttimise juhtumi tottu tagasi koik juba
muudud Samsung Galaxy Note 7 telefonid.
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